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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》和JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编写。

本规范是在JJG725—1991 《晶体管直流和低频参数测试仪》基础上进行修订。与

JJG725—1991相比,除编辑性修改以外,主要技术变化如下:
———修订了电流输出、电流指示等校准项目;
———增加了主要项目校准结果不确定度评定的示例 (见附录C)。
本规范历次版本发布情况:
———JJG725—1991。
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半导体器件直流和低频参数

测试设备校准规范

1 范围

本规范适用于半导体器件直流和低频参数测试设备的校准。

2 概述

半导体器件直流和低频参数测试设备 (以下简称被校设备)由偏置电压源、偏置电

流源、电压测量单元、电流测量单元、低频信号源等组成,主要用于各类半导体器件直

流参数、低频参数的测试。

3 计量特性

3.1 直流电阻

范围:0.005Ω~20GΩ,最大允许误差:± (0.1%~1%)。

3.2 电压输出

a)直流电压:± (0.01V~10kV),最大允许误差:± (0.1%~3%);

b)交流电压:± (0.1V~5000V),最大允许误差:± (1%~5%),频率:

50Hz。

3.3 电压指示

a)直流电压:± (0.01V~10kV),最大允许误差:± (0.1%~3%);

b)交流电压:± (0.1V~5000V),最大允许误差:± (1%~5%),频率:

50Hz。

3.4 电流输出

a)直流电流:± (1nA~10A),最大允许误差:± (0.1%~1%);

b)脉冲电流:± (1A~1200A),最大允许误差:± (0.5%~3%),单脉冲,
脉冲宽度:250μs~10ms。

3.5 电流指示

a)直流电流:± (1nA~10A),最大允许误差:± (0.1%~1%);

b)脉冲电流:± (1A~1200A),最大允许误差:± (0.5%~3%),单脉冲,
脉冲宽度:250μs~10ms。

3.6 低频信号源

a)信号源输出幅度:0.5V~1V,最大允许误差:± (1%~3%);

b)频率:1kHz,最大允许误差:±1%。

3.7 低频h 参数

a)hie、hib:10Ω~10kΩ,最大允许误差:±5%;

b)hoe、hob:0.1μS~200μS,最大允许误差:±5%;
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